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摘要(译)

组织的阻抗模型可用于描述组织中的电导率重建。用于确定和映射组织
中的电导率分布的技术在各种医学应用中提供解剖学和生理状态的有用
信息。电阻抗断层成像（EIT）技术非常适合分析电导率分布。组织的电
特性包括电阻元件和电容元件。 EIT技术涉及使低频电流通过身体以监
测各种解剖学和生理学特征。系统可以在多个频率上询问以映射阻抗。
分析技术涉及对组织特征的边界值分析的正向和反向解决方案。
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